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摘要:常规馈通电压计算原理涉及到 OLED体的电容值,不同型号 OLED产品电容值是个变量,为了得到最佳的电容值,

OLED制造企业测试部门需做大量的验证实验.本文直接通过栅极电压上拉使 OLED体的储存电容产生馈通电压来补偿

栅极电压关闭时栅极和漏极之间寄生电容产生的馈通电压,无需测量 OLED体的电容值和修正Vcom值即可补偿栅极电压

关闭时栅极和漏极之间的寄生电容产生的馈通电压.实验结果表明,基于馈通电压自动补偿原理设计的ShortingBarTest
Waveform与 Vcom人工修正原理设计的电性能测试波形的检测效果一致,而对不同缺陷的检测率有微小差异.

关　键　词:OLED;电性能测试;波形测试;电压补偿

中图分类号:TN３２１＋ ．５　　文献标识码:A　　doi:１０．３７８８/YJYXS２０１５３００２．０２９６

DesignofOLEDshortingbartestingwaveformbasedon
feedthroughvoltagecompensationprinciple

LIUZhiＧjun１,HOU HongＧbing２,LIJinＧtai１,ZHANJiaＧhao１

(１．GuangzhouMaritimeInstitute,DepartmentofShipbuildingEngineering,

Guangzhou５１０７２５,China;

２．HuizhouZhongkaihiＧtechKlcHoldingsLtd,Huizhou５１６００３,China)

Abstract:TheconventionalcalculationprincipleforthefeedthroughvoltagerelatestocapacitancevalＧ
uesofOLEDbody,andcapacitancevaluesofdifferentOLEDproductsisvariable．AlotofexperiＧ
mentsmustbedonebytestingdepartmentofOLEDmanufacturingenterpriseinordertogetthebest
capacitancevaluesofOLEDbody．Thispaperdirectlypullsupgatevoltage,andthenthestoragecaＧ
pacitorofOLEDbodyproducesafeedthroughvoltagetocompensatethefeedthroughvoltagegeneraＧ
tedbytheparasiticcapacitancebetweenthegateandthedrainasthegatevoltageclosing．Experiment
resultshowsthatthetotaldetectionrateusingthetestingwaveformbasedonautomaticcompensation
principleorconventionalcompensationisconsistent,andthereislittledifferenceonthedetectionrate
ofdifferentdefects．
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１　引　　言

OLED属主动发光型显示器,具有节能、超薄

等特性,在移动产品领域呈替代 TFTLCD趋势.
在 OLED生产过程中,电性能测试是产品生产过

程中的一道重要的品检工序.在 OLED 面板刻

蚀、封装后,需进行 OLED综合电性能的检测,把
不良品筛选出来,防止不合格品进入下工序(帮
定/COG)[１],否则会导致下工序驱动IC、FPC 等

材料的浪费.OLED 综合电性能缺陷主要有:
Mura、缺划、断路、短路、亮点、连线和灭点等[２].
缺陷产生根源在于 OLED制造过程栅极、源极的

短路 或 断 路,以 及 OLED 盒 中 混 入 的 异 物 和

OLED材料异常等.但综合电性能测试工序的测

试波形设计是否合理,对检测能力影响很大,因此

在 OLED新型号产品试产时,OLED制造企业需

进行大量的电性能测试波形优化实验,以获得最

佳的测试波形.测试波形的各个测试参数的获取

过程中,馈通电压补偿量的获得过程较为复杂,目
前 OLED制造企业一般采用常规的二阶驱动原

理来设计测试波形,计算Cgd的馈通电压,通过修

正值以抵消Cgd的馈通电压的影响[３Ｇ５],否则测试

画面将出现闪屏,影响检测效果,严重的将影响测

试画面的质量.
常规的馈通电压计算涉及到参数Clc,而不同

型号的 OLED产品Clc是个变量,为了得到最佳

的Clc值,OLED制造企业测试部门需消耗大量的

人力进行验证实验[６],这有必要探寻一种无需获

得Clc值即可补偿Cgd的馈通电压的综合电性能测

试波形设计方法.
本文直接上拉栅极电压使Cs 产生馈通电压,

以补偿栅极电压关闭时Cgd产生的馈通电压.这样

在电性能测试波形设计时就无需测量Clc值和修正

Vcom电压,大大简化了测试波形的设计.

２　常规馈通电压补偿原理

单点 OLED的等效电路见图１[４].基于目前

常用的驱动原理设计电性能测试驱动波形时涉及

多个馈通电压的计算和实验,但影响最大的是

Cgd产生的馈通电压:

Vgd＝
－VgCgd

Cgd＋Clc＋Cs
, (１)

式中:Vg 为 OLED栅极驱动使能电压;Cgd为栅极

和漏极之间的寄生电容;Clc为 OLED体的电容;

Cs 为储存电容[１].

图１　单点 OLED等效电路图

Fig．１　EquivalentcircuitofadotofOLED

目前常用的驱动原理设计电性能测试波形需

修正Vcom的值,以补偿Cgd产生的馈通电压Vgd,
由于不同型号产品的Clc值不同,需进行大量实验

来获得Clc的值.因此期望在不修正Vcom电压的

情况 下 通 过 其 他 方 式 来 补 偿 Cgd 产 生 的 馈 通

电压[５].

OLED电性能测试波形设计中,馈通电压自

动补偿的基本原理是用由Cs 产生的馈通电压来

补偿由Cgd所产生的馈通电压.图２是 OLED电

性能测试波形设计中基于馈通电压自动补偿原理

实现的 Gate扫描电压波形,基于馈通电压自动补

偿原理实现的 OLED 驱动波形与常规驱动波形

不同之处主要在于:Cgd补偿下的 Gate使能电压

波形呈现三阶电压,当 Gate使能电压关闭时把

Gate使能电压拉到最低,等下一条 Gate使能线

关闭后再将前一条 Gate使能电压拉回,这个拉回

电压刚好补偿下一条 Gate使能线产生的馈通电

压,也即每一条 Gate使能关闭时Cgd产生的馈通

电压由上一条 Gate使能线电压拉回时Cs 产生的

馈通电压来补偿.因此基于馈通电压自动补偿设

计综合电性能测试波形时,上一条 Gate使能线拉

回电压值的计算为解决问题的关键.基于常规综

合电性能测试波形设计的馈通电压的计算公式,
在馈通电压补偿中由Cgd产生的馈通电压

V′
gd＝

(Vg－high－Vg－low)Cgd

Cgd＋Clc＋Cs
, (２)

式中:VgＧhigh和VgＧlow分别为Gate扫描线On与Off
的电压值.
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图２　Cgd馈通电压自动补偿 Gate使能线的驱动波形

Fig．２　Gatescanslinedriverwaveformbasedonfeed
throughGatevoltageautomaticcompensation

由Cs 产生的馈通电压:

Vs＝
(V０－Vg－low)Cs

Cgd＋Clc＋Cs
, (３)

式中:V０ 与Vg－low分别为上一条Gate线电压拉回

前与拉回后的幅值.
为使 Cgd 和 Cs 两者产生的馈通电压抵消

Gate 拉 回 的 馈 通 电 压,故
(V０－Vg－low)Cs

Cgd＋Clc＋Cs
＝

(Vg－high－Vg－low)Cgd

Cgd＋Clc＋Cs
,结合Ve＝V０－Vg－low和Vg

＝Vg－high－Vg－low得

Ve＝
VgCgd

Cs－Cgd
． (４)

由式(３)可见,虽然Clc会影响馈通电压Vs,
但是在式(４)中未出现Clc变量.因此当 OLED
基板制造工艺与 Gate使能线的on电压确定后,
无需Clc值即可精确计算出拉回电压Ve.

３　实　　验

３．１　实验设计

检测对象:国内某OLED生产的SO８OA３型

切割小片面板(未绑定IC),该型号面板的理论测

试波形见图４(源自SO８OA３型产品的Shorting
Bar规格书),OLED面板样件源于模组产品电性

能测试工序检测出的不良品,再卸掉IC、FPC 和

ACF等,由于实验样本源自成品模组电性能测试

工序的不良品,其缺陷的类型和位置都已经标定;
数量:２７４９片;检测仪器:OLED 电性能测试波

形发生仪器,为本研究团队开发的 TFTLCD电

性 能 测 试 波 形 自 动 发 生 仪 (专 利 号:

ZL２００９２００５２０７９．７)[７].图３为测试过程测试对

象在测试治具上测试的实物图.

图３　OLED电性能测试实物图

Fig．３　OLEDEＧtestingphysicalfigure

３．２　理论计算

OLED面板设计后其工艺和元器件参数必然

已知,对SO８OA３型产品有Cgd＝０．０５pF;Clc＝
０．１pF;Cs＝０．５pF;Vcom＝５V;如图３知 Gate
线驱动on电压Vg＝２８V.基于式(１)得Vgd＝

－２８×０．０５
０．０５＋０．１＋０．５＝Ｇ２．１５V,即Vcom的修正电压为

２．１５(V).图４为Vcom修正后SO８OA３型面板的

实际 CellLightＧOn Test Waveform (Shorting
bar).基于式(４)得 Gate使能驱动拉回电压Ve＝
２８×０．０５
０．５－０．０５＝３．１V,即 Gate使能驱动拉回电压

Ve 为３．１V,图５为馈通电压补偿方式获得的

SO８OA３型面板 CellLightＧOnTestWaveform
(Shortingbar).

图４　Vcom修正后CellLightＧOnTestWaveform

Fig．４　CelllightＧonthetestwaveformafterbeencorＧ
rected

图５　自动补偿后CellLightＧOnTestWaveform
Fig．５　CelllightＧonthetestwaveformafterbeencomＧ

pensatedautomatically
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４　实验数据分析

４．１　系统总体设计

分别基于图４、图５中的CellLightＧOnTest
Waveform对２７４９个实验样本进行测试,检测结

果统计见表１,由测试过程的现象和表１可见.

表１　两种CellLightＧOnTestWaveform的检测效果

Tab．１　Checkingresultoftwodrivingmodes

Driving

Modes

缺陷样品数

与检测数

缺陷类型

Mura 灰点 缺笔 异显 总计

常规补

偿驱动

该类样品数 ９７１ １１１３ ５５６ １０９ ２７４９

检测数 ９６６ １１０８ ５５６ １０９ ２７３９

检测率(％)９９．４ ９９．５ １００ １００ ９９．６

自动补

偿驱动

该类样品数 ９７１ １１１３ ５５６ １０９ ２７４９

检测数 ９６４ １１１０ ５５６ １０９ ２７３９

检测率(％)９９．２ ９９．７ １００ １００ ９９．６

　　(１)基于自动补偿原理实现 CellLightＧOn
TestWaveform,OLED企业免除了Clc获取实验

过程,其检测效果和常规驱动原理设计的电测波

形一样;(２)基于自动补偿实现的 CellLightＧOn
TestWaveform测试画面与常规方法一致,未出

现闪动情况.

５　结　　论

将馈通电压自动补偿原理应用于 OLED 综

合电性能测试波形的设计,直接上拉栅极电压,以

Cs 产生的馈通电压补偿栅极电压关闭时Cgd产生

的馈通电压.与常规的综合电性能测试波形设计

时需要修正Vcom值来补偿Cgd产生的馈通电压的

设计原理相比,不需要获得Clc值,以及修正Vcom

值即可补偿栅极电压关闭时Cgd产生的馈通电

压.对２７４９片实验样片进行了测试,实验结果

表明基于自动补偿原理设计的综合电性能测试波

形和常规补偿原理设计的电测波形的检测率一

致,而对不同类型缺陷的检测率有微小差异.
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